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 1本のプローブを用いた検査スケジューリング問題はTSP(Travelling Salesman Problem)に帰
着できることは良く知られている．2 本のプローブを用いた場合は検査点対をノード集合という
形で TSP におけるノードと対応させ，その検査スケジューリング問題もまた TSP に帰着できる
ことが明らかにされている． 
 本論文ではこれらの研究を基礎に，4 本のプローブを用いる検査におけるスケジューリング問
題を扱う．まず，各検査及び装置の特性から問題の設定を行う．ここでノード集合という概念を
拡張し，複数プローブによる複数点対の同時計測を行う検査スケジュールを表現する．問題に固
有の制約条件を設定することで，4 本のプローブを用いた検査スケジューリング問題もまた TSP
に帰着できることを本論文は示している．この検査スケジューリング問題を表すに定式化を設定
し，数値実験より検査スケジュールが得られることが確認された．複数のプローブを有する検査
装置ゆえに発生する検査スケジュールと実際の検査動作との差異について述べ，この問題に対す
る対策を示している． 
 フライングプローブ検査装置が有するプローブ数，及び検査で用いられるプローブ数は多様である．
本論文では異なるプローブ数の検査スケジューリング問題を通し，ノード集合という概念を用いるこ
とで定式化を統一的に表現できることを示している． 
 
